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Abstract 



A aevice tor checking the quality of a knife 3 in a microtome, in particular an uftramicrotome, in which the 
microtome has an observation microscope 4 and a subievel light source 6 for illuminating a specimen/ 
knife region, the knife being carried by a knife-holder 12, which can be pivoted about an axis lying along 
the cutting edge of the knife between a specimen-cutting position and a tilted position In which the 

xp sed surface of the cutting edge of the knife and the optical path of the subievel light source define 
an included angle of at least 20 DE<3 . The knife-holder can be locked in this tilted position 
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Innerhalb von 3 Monaten nach VeroffentHchung der Erteilung kann Einsproch erhoben werden 
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Vorrichtung zur Uberprufung der Qualitat des Messers an einem Mikrotom. insbesondere Ultrsmikrotom 
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Patentansprflche: 

1. Vorrichtung zur Oberpriifung der Qualitit des 
Messers an cinem Mikrotom. insbesondere Ultrami- 5 
krotom, das cin Beobachtungsmikroskop sowic cine 
Unicrflurhchtquette aufweisu die auf die Messer- 
schneide ausgericbtet sind, mit einem Messerhalter, 
der in eine den Frciwinkel des Messers bcstimmende 
Schwenkstellung um eine in der Messerschneide lie* io 
gende Schwenkachse einstettbar ist, dadurch 
gekennzeichnet, daOder Messerhalter (12) in 
eine Schwenkstcliung einstellbar ist in der die Frei- 
fiache(15)der Messerschneide (3*) mit der Strahlen- 
achse (8) der Unterflurlichtquelle (6) einen Winkel \$ 
(at) von mindestens 20* einschneBt 

Z Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet daO der Winkel (<*) hochstens 45° betrfigt 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Oberprd- 
fung der Qualitftt des Messers an cinem Mikrotom, ins- 
besondere Ultramikrotom, das ein Beobachtungsmikro- 25 
skop sowic eine Unterflurlichtquelle aufweist die auf 
die Messerkante ausgericbtet sind, wobei fur das Mcs- 
ser ein Messerhalter vorgesehen ist der in eine den 
Freiwinkel des Messers bestimmende Schwenkstellung 
um eine in der Messerschneide liegende Schwenkachse jo 
einstellbar ist 

Die Qualitftt der mittels eines Mikrotoms erzeugten 
OOnnscflnicte hangt weitgehend von der QuaUt&i der 
Messerschneide ab. Insbesondere bei Ultramikrotomen, 
bei denen regelmaflig ein Glasmesser zur Anwendung 35 
kommt ist es daher wichtig, das Messer vor der Durch- 
fQhrung von Schnitten auf Beschfidigungen (AusbrOche, 
Sagezahne) und Verschmutzung zu kontrollieren. Die 
Kontrolie des Messers wird normalerweise bei einer 
Dunkelfeldbeleuchtung durchgefUhrt Um dies zu errei- 40 
chen, hat man bei bekannten Ultramikrotomen das Mi- 
kroskop und/oder eine ggf. vorhandene Unterflurbe- 
leuchtung (vgl. DE-AS 26 15 072; Sp. 2, Z. 3, 4) verstell- 
bar gemacht oder das Messer zur Oberpriifung schra- 
ger in den zur Einstellung des Messerf reiwinkels an sich 45 
in einem gewissen AusmaB bereits verstellbaren Mes- 
serhalter (vgl. LReimer »Elektronenmikroskopische 
Untersuchungs- und Praparationsmethoden«, Springer 
Verlag. New York, 1 967, S. 51 2) eingespannt Es ist auch 
bekannt, fflr die Oberpriifung der SchneidenquaJitftt ei- 50 
ne zusfttzliche Punktlichtleuchte am Uttramikrotom an- 
zuordnen, die von schrag oben her fur die Beleuchtung 
der Messerschneide sorgt 

Die geschilderten bekannten MaBnahmen zur Ober- 
priifung der Schneidenqualitftt sind entweder umstand- 5$ 
lich oder erfordern einen zusatzlichen Emrichtungsauf- 
wand. Denn es ist notwendig, das Beobachtungsmikro- 
skop und/oder die Unterflurlichtquelle wieder in die fUr 
das eigentliche Arbeiten nofwendige Ausgangslage zu 
verbringen, nachdem sie zunftchst in diejenige Stellung w 
verschwenkt worden sind, in der die obengenannte Be- 
dingung zur genauen Erkennbarkeit der Messerschnei- 
de erf 01 It ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vorrichtung 
zu schaffen, mit der es auf einfache Weise und ohne ins 65 
Gewicht failendcn zusatzlichen Aufwand mfcglich ist, 
die Schneidenqualitat des Messers zu ubcrprufen. 

ErfindungsgemaO wird diese Aufgabe dadurch geldst, 
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daB der Messerhalter in eine Schwenkstellung einstell- 
bar ist, in der die Freifl&che der Messerschneide mit der 
Strahlenachse der Unterflurlichiquelle einen Winkel 
von mindestens 20* einschlieBt 

Die bei den bekannten Ultramikrotomen der ein- 
gangs geschilderten Art vorgesehene SchwcnkversfeU- 
barkeit des Messerhaliers diem ausschJieBlicb dazu, den 
Freiwinkel der Messerschneide, d. h. den Winkel zwi- 
schen der Freiflache des Messers und der Schnittflftche 
am Praparat auf den bezOglicb des Prflparats jeweils 
gQnstigstcn Wert einzustellen. Dieser Winkel liegt in der 
Regel nicht Qber 10°, weshalb die Verschwenkbarkeit 
des Messerhalters maximal 15° bezogen auf den durch 
den Schwenkbogen des Objektarmes des Ultramikroto- 
mes definierten Nullpunkt bctrftgt Die Erfindung geht 
nun von der Erfcenn mis aus, dafl es durch eine merfcfiche 
Vergr&Berung des Schwenkbereiches des Messerhal- 
ters moglich ist, ohne wesentlichen zusatzlichen Auf- 
wand die Freiflache des Messers in diejenige Stellung zu 
verbringen und dort festzustellen, die eine deutliche Er- 
kennbarkeit der Messerschneide zum Zweck von deren 
Oberpriifung gewahrleistet. so daB eine zusfttzliche Ver- 
stelibarkeit des Beobachtungsmikroskops und/oder der 
Unterflurlichtquelle nicht notwendig ist Der Winkel, um 
den verstellt werden muQ, betragt mindestens 20° , liegt 
jedoch zweckmaOigerweise darOber. 

Zur Verschwenkung des Messers kann die bereits 
vorhsndeiie Vorrichtung derart erweiteri werden, daB 
der Verschwenkwinkel in dem gewunschien AusmaB 
vergrdBert und der Messerhalter in der zur Oberprii- 
fung notwendigen Schwenkstellung feststellbar ist 

Ein AusfQhrung5beispiel der Erfindung wird nachfol- 
gend anhand der Zekhnungen crl&uteri In den Zeich- 
nungen zeigt 

Fig. 1 eine rein schematische Schnittdarstellung ei- 
nes Ultramikrotoms, von der Seite gesehen, und 

F i g. 2, 3 schematische Detaildarstellungen des Mes- 
serhalters in der die OberprUfung der Messerschneide 
erlaubenden Schwenkstellung bzw. in der Schnetdstel- 
lung. 

Das in F i g. 1 dargestellte Ultramikrotom weist einen 
auf- und abbewegbaren Objektarm 1 auf. an dem ein 
Objekt oder Praparat 2 befestigt ist Bei der Auf- und 
Abbcwegung wird das Praparat 2 an der Schneide eines 
Messers 3 vorbeigefOhrt, so daB hierdurch ein Dilnn- 
schnitt erzeugt wird. Zur Beobachtung des Schneidvor- 
ganges und zur Oberpriifung des Messers ist ein Beob- 
achtungsmikroskop 4 vorgesehen, dessen optische Ach- 
se mit 5 bezeichnet ist Zur Beleuchtung des Bereiches 
Messer/Objekt ist eine Unterflurlichtquelle 6 in das Ul- 
tramikrotom eingebaut, dessen Lichtstrahl von einem 
Umlenkspiegel 7 umgelenkt wird, so daB cin nach oben 
gcrtchteter Strahlengang 8 entsteht 

Das in Fig. 1 dargestellte Ultramikrotom ist von be- 
kanntem Aufbau und braucht daher fOr die Zwecke der 
vorliegenden Darstellung nicht weiter erlauien zu wer- 
den. 

Die Fi g. 2 und 3 zeigen in grdBercm MaOstab, jedoch 
ebenfaUs schematise^ die Anordnung zvr Schwenkver- 
stellung des Messers 3. Das Messer 3 tragt eine unter- 
halb der Messerschneide 3' angeordnete Abschwimm- 
wanne II, die beim Arbeiten mit dem Ultramikrotom 
eine Flflssigkcit enthalt. welche erzeugtc Diinnschniue 
von der Messerschneide 3' aufnimmt. Ein Messerhalter 
12, durch den das Messer 3 in bekanmer Weise fesige* 
klemmt ist, weist eine Wippe 13 auf. die in einer zylindri- 
schen Lagerbahn 14 am Suppori des Ultramikrotoms 
gleilcnd verschiebbar ist. Die Verschiebung der Wippc 
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13 in der Lagerbahn 14 fOhrt zu ciner Verschwenkung 
des Messcrhaltcrs 12 und damit dcs Mcssers 3 urn die 
Messerscbneide 3'. Damit kann einerseits der Winkel 
der Freifllche 15 des Messers 3 zu der in den Fi g. 2. 3 
nichi gezeigten Schnittflftche des Praparats 2 eingestellt s 
werden, andcrcrseits der far die Beobacuung der Mes- 
smchneide 3' notwcndige Winkel a (F i g. 2). 

Die Einstellung erfolgt mtttels eines nur schematise}! 
angedeuteten Exzenter-Drchknopfes 16, dessen Exzen- 
terzapfen auf eine Stirnseite der Wippe 13 wirkt Die 10 
Exzemrizim des Exzenterzapfens ist so gewahlt, daO in 
der in Fig. 2 dargestellten Schwenkstellung des Mes- 
serhalters 12 die Freiflache 15 mit der Strahlenachse 8 
einen Winkel a von wenigsttns 20 s einschlie&i Diese 
WinkelsteUung ist ausreichend, um ohne Ver&nderung is 
der optischen Achse 5 bzw. des Strahlenganges 8 die 
Schneide 3' des Messers 3 deutlich erkennen und ihre 
QuaHtat flberprflfen zu kdnnen. 

Ohne daB dies in der Zeichnung naher dar«estellt ist, 
versteht stch, daB der Messerhalter 12 in der in Fi & 2 20 
gezeigten Schwenkstellung wic auch in der in Fig, 3 
gezeigten Schneidestellung durch Klemmittel festge- 
stellt werden kann. 
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